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Analisis por fluorescencia de
rayos X (XRF) en tiempo real
para la optimizacion de
procesos galvanicos
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Analizador de soluciones en linea MasterXRF® XRS

Control, completamente automatizado, X‘:’r ay X':mm

SCIENTIFIC

de bainos galvanicos

« Enlaindustria galvanica se debe controlar constantemente
la concentracion de metales en los bafnos. Hacerlo
manualmente es lento, impreciso y caro

 Un analizador de soluciones en linea realiza un monitoreo
continuo, en tiempo real y sin intervencion humana de la
concentracion de metales

« Algunos ejemplos: bafnos alcalinos o acidos de ZnNi,
pasivados de Cr, asi como banos de Cr, Ni, Cu, Zn, Pd, Ag,
Sn y Au entre otros

* Se pueden medir secuencialmente hasta cuatro lineas de
recubrimiento con la opcion de configurar programas de
medicion individuales para cada linea
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Analizador de soluciones en linea Master XRF® XRS
/'““““““;E:'[D'm

medicién

XEray - xeray

Instrumento
« Utiliza un armario estandar

Proteccién contra

« Tubos flexibles mediante conexiones estandar (1/4")

., Bafio ZnNi
la radiacién

N\

Cabezal medidor
« Detector SDD que incluye la electronica del sistema

X blindado « Fuente de rayos X de baja potencia que incluye la
generacion de Alta Tension
« Geometria de medicién patentada y optimizada para el
A QDT S analisis de soluciones en linea utilizando un tubo de
PTFE especial como célula de medicion

\ « Equipo homologado con aprobacién de tipo

Procesador
« Ordenador con Linux y programa de analisis XRS

Detector
Tubo de rayos

’------—~

™

U4

Procesador
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Conceptos basicos de la fluorescencia de rayos X XRS =

(A) Incident primary x-ray beam X‘Z’r ay o X:’r ay

SCIENTIFIC SENSOR

Un haz primario de rayos X
excita los atomos metalicos
de la solucion

Emision de la radiacion de
fluorescencia caracteristica

. ® : )
Emitted x-ray /_J = Ejected electron de los atomos excitados
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Conceptos basicos de la fluorescencia de rayos X XRS &=
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Cada elemento se caracteriza por su numero
atomico y su configuracion electrénica. La posicion y la intensidad de las lineas de
fluorescencia permiten la identificacion y la

cuantificacion de los elementos
correspondientes.
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Rango de elementos en condiciones estandar:
Cl (17) hasta U (72).
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Concepto de analisis de soluciones en linea XRS

X‘:SCCIgy XSSE NSOR
Messspektrum « Las concentraciones tipicas de un
500.00 ~ . .
19000 ) bano de Zn y Ni generan picos
ZnNi Bad -
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cuantificacion
Streustrahlung Réhre

/ / z \ » El espectro de dispersion también se
puede utilizar para extraer informacioén

adicional acerca de la solucion

Zahlrate / cps

E / keV « Calibracion y cuantificacion sencillas
con el programa XRS
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Ventajas del analizador de soluciones Master XRF® XRS
xerd

« Medicion precisa y simultanea de las concentraciones de metales en y

un mismo bano

e (Célula de medicion de PTFE libre de mantenimiento

* Instrumento simple y robusto, disenado para entornos de produccion

« Se pueden medir secuencialmente hasta cuatro lineas de recubrimiento separadas

« El software de control permite mediciones totalmente automatizadas con integracién en

redes y controles ya existentes
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Ventajas del analizador de soluciones Master XRF® XRS

XEray - xeray

SCIENTIFIC

Comparado con otros sistemas analiticos, el Master XRF® es el instrumento ideal para el control de
procesos industriales, mejorando la calidad del producto y con un ahorro econdémico inmediato.

Con una integracion perfecta en procesos de produccion, el instrumento presenta verdaderas
capacidades para adaptarse a la Industria 4.0.
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Ejemplos de algunas de nuestras instalaciones XRS

XEray - xeray

SCIENTIFIC
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Células de medicion de PTFE del Master XRF® XRS

XEray - xeray

SCIENTIFIC
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Programa de analisis con interfaz de usuario intuitiva XRS

Xeray - xeray

SCIENTIFIC

XRF Bath Analyzer (v145)

_ Chart |Table Pump | Limits Program | Calibrate Service Spectrum

r Port: \portl .. Application: ZnNi-Solution
o
Sample ID: Set

- Pump4 8.56 1.65

Zn [g/ Ni [g/1]

Scan [sec] Delay [min] Scans [#]

60 19 99 ~ continuous Start ‘

kv: 0.0
uA: 0.0 |Scanning paused. | | | | |
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XRS©

Calibracion con un solo boton

XEray - xeray

SCIENTIFIC

r X-ray Port \ponl J Appllcatlon. ZnNi-Solution

® Single Standard Calibration:

Edit StdCaliblnput.csv

Start

Scan [sec] 60

kV: 0.0
uA: 0.0

Element TCC | TCCError I
H 0 0
e} 0 0 =
Ni 9324.54 475.171 ,
Zn 6195.63 119.923 :

- 2 Datei(en) erfolgreich gesendet X

completed single standard calibration 06:30:53
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Visualizacion del espectro de medicion XRS

Measure Chart Table Pump Limits Program Calibrate Service Spectrum G 1 ay erd
Y_axis— SCIENTIFIC SENSO R
= Linear —— fpsp_master.mca
- Log 3000 -
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-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2

# € +Q/=

Analisis en continuo de soluciones por fluorescencia de rayos X




Reproducibilidad de medicion en el Master XRF® SW4
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XRS©

Mediciones repetidas de un bafio de ZnNi con una posicion de medicion fija X:ray szm
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Control en tiempo real de la concentracion de Zn y Ni XRS

de un proceso de produccion con el MasterXRF® SW4

XEray - xeray

SCIENTIFIC

Zn [g/1]

Ni [g/1]
0,9
0,8
B SIS TS NSNS, "-",’.-J&w.'-\'.. 3;
7,5 0,5 °°'.,¢"':.""’ ol "\ﬂ" o :’.0,"’:"...'.%,;:"
0,4
7 s e s s o2 s s . 0,3
0,2
0,1
0

2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150

8,5

Analisis en continuo de soluciones por fluorescencia de rayos X



Capacidad para medir otros metales como, p.ej.: Pd XRS

XEray - xeray

SCIENTIFIC

Pd[g/l]
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Preguntas frecuentes (FAQ)

¢ Cuales son los limites de deteccion?

Dependen del elemento y la matriz. Para Zn y Ni en
banos tipicos de ZnNi, los LOD estan en el rango de
0,01-0,05 g/I. Para metales pesados como Au o Pd, se
alcanzan niveles de ppm.

¢, Con qué frecuencia se mide?

El tiempo de adquisicion tipico es de 60—300 segundos
por medicion, dependiendo de la precision requerida.
En modo secuencial con 4 lineas, el ciclo completo
dura entre 5 y 20 minutos.

¢ Es necesario personal con formacion
radiolégica?

No. El equipo cuenta con blindaje integral y aprobacion
de tipo por el CSN. El sistema esta disenado para
operar sin requisitos adicionales de proteccion
radioldgica.
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Xeray - xeray

SCIENTIFIC

¢ Como se integra con los sistemas existentes?

El software XRS permite la comunicacion via protocolos
industriales estandar (OPC-UA, Modbus TCP o sefales
analogicas 4-20 mA). Se conecta a sistemas de
dosificacion, PLCs y sistemas SCADA.

¢ Afecta la temperatura del baino a la precision?

La célula de medicion de PTFE soporta temperaturas
tipicas de banos galvanicos (hasta 50°C); para
temperaturas superiores puede instalarse un
refrigerador antes de la entrada de la solucion al equipo

¢ Cual es la vida util del tubo de rayos X?

La fuente de rayos X de baja potencia tiene una vida util
tipica superior a 20.000 horas de operacion continua.
Su reemplazo es sencillo y no requiere recalibracion
completa del sistema.



Comparativa con otras técnicas analiticas XRS

XEray - xeray

SCIENTIFIC

Caracteristica MasterXRF® ICP-OES Valoracién automatica
Medicion en linea Si, continua'y No, requiere toma de No, manual o
automatizada muestra semiautomatica
Multielemento Si Si No, un elemento por
simultaneo analisis
Consumibles Ninguno Gases (Ar), acidos, Reactivos quimicos
patrones
Mantenimiento Minimo Alto (técnico Medio (reposicion
especializado) reactivos)
Personal necesario Ninguno (autonomo) Técnico de laboratorio Operario formado
Preparacion de muestra No necesaria Dilucion y acidificacion Dilucion basica
Integracién Industria 4.0 | Nativa (OPC-UA, Modbus) Posible con LIMS Limitada
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Caso de éxito: Linea de ZnNi en sector automocion

Contexto

Planta galvanica con 2 lineas de ZnNi para piezas de
automocion. Controles previos: analisis manual por
valoracion 4 veces al dia por linea e ICP 2 veces al dia por
linea. Operario dedicado a tiempo parcial. Desviaciones de
concentracion detectadas con retraso, provocando
rechazos en el control de calidad.

Se complementa la instalacion con una linea de Zn y otra
de pasivado cromico.

XRS©

XEray - xeray

SCIENTIFIC

-30%

Ahorro en consumo de
productos quimicos por
dosificacion optimizada

-75%

Reduccion de rechazos por
desviacion de composicion

Solucion implementada

Instalacion de un MasterXRF® SW4 con medicion
secuencial de todas las lineas. Ciclo de medicion: cada 30
minutos por linea. Integracion directa con el sistema de
dosificaciéon automatica via senales 4—20 mA. Puesta en
marcha: 1 dia.

3
meses

Retorno de la inversion (ROI)

0 h/dia

Tiempo de operario dedicado
al analisis

* Datos ilustrativos basados en escenarios tipicos de implementacion. Los resultados reales pueden variar segun las condiciones de cada instalacion.
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Estabilidad vs. ahorro XRS

XEray - xeray

SCIENTIFIC

Manuat Derroche y Picos de Concentracion

~ ’, - -~ -
~ ’ \” -~ ,’

T AREA DE BENEFICIO NETO

Trabajar en el limite inferior de la norma de forma sequra, reduce el consumo de metal hasta un 15%
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Conclusiones XRS N

El instrumento Master XRF® proporciona una herramienta ideal para el X:ray xXerd y
control, completamente automatizado, de los procesos de produccion
industrial en la industria galvanica

» La reproducibilidad de las mediciones supera facilmente los requisitos del control de las
concentraciones de metales en bafos galvanicos

» Software facil de usar combinado con un disefio de instrumento muy robusto ideal para
entornos de produccion

* Medicion secuencial de hasta 4 lineas de recubrimiento

* Funcionamiento, practicamente, sin mantenimiento gracias a una exclusiva celda de
medicion del fluido patentada

» El Sistema se puede conectar a sistemas de dosificacion, bombas externas, polipastos,
alarmas, etc.
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En resumen XRS &

XEray - xeray

SCIENTIFIC

¢ Para quién es?
Galvanicas que deseen controlar la calidad de sus bafos de forma automatica
; Qué ofrece?
Medicion continua, precisa y sin intervencion humana de la concentracion de metales

¢ Por que elegirlo?

Es robusto, facil de usar, se integra con los sistemas existentes y ofrece un retorno de

inversion rapido
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